AL DOTAR DE TECNOLOGIA AVANZADA A LAS
UNIDADES ACADEMICAS, LA BUAP FORTALECE LA
INVESTIGACION

Rector Alfonso Esparza entrega al ICUAP espectometro de fluorescencia de rayos X
de longitud de onda dispersiva

BUAP. 11 de julio de 2016.- Para fortalecer la investigacion y dotar de tecnologia
avanzada a la institucion, el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, puso en
marcha el espectometro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva,
en el Centro de Investigacion en Dispositivos Semiconductores, del Instituto de
Ciencias (ICUAP), el cuarto de su tipo en una institucion publica y el mas actualizado
y de mayor rango para la deteccion de elementos quimicos en el pais.

Con la entrega de este dispositivo, cuyas caracteristicas propiciaran las
colaboraciones cientificas con otros centros de investigacion, ademas de la
vinculacion con los sectores productivos, Esparza Ortiz ratifico su compromiso de
apoyar la investigacion, pues es el principal recurso para generar desarrollo
sostenible y crecimiento en un pais.

“Siempre hemos estado muy interesados en apoyar la investigacion, en tener a
nuestro alcance lo ultimo en tecnologia y en tratar de que nuestra Institucion sea
lider en todos estos ambitos. Ademas, a través de estos esfuerzos conjuntos, se
demuestra una vez mas el trabajo en equipo y, por ende, la generacion de
sinergias”, sostuvo.



Estamos convencidos, agregd, de que cuando se suma el conocimiento a cualquier
actividad, se obtiene un beneficio que aporta mejores oportunidades de progreso.

Jesus Francisco Lépez Olguin, director del ICUAP, sefialé que el espectometro de
fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva beneficiara el trabajo de 26
investigadores de tiempo completo y cuatro técnicos del Centro de Investigacion en
Dispositivos Semiconductores, quienes estan organizados en tres cuerpos
académicos y conforman la planta docente de una maestria y doctorado adscritos
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Javier Martinez Juarez, integrante del Cuerpo Académico de Semiconductores
Nanoestructurados y Organicos, explico que este equipo adquirido permitira
muestrear en forma versatil, rapida y sin destruir la muestra los elementos
quimicos que la componen. Los resultados se presentan en tiempo real con limites
de deteccidon de hasta en 20 partes por millén en muestras liquidas y sélidas.

Este centro, dijo, ademas, dispone de un difractdmetro de rayos X, un sistema para
conocer la disposicion atodmica en los materiales sélidos y, con ayuda de las bases
de datos, descubrir el tipo de moléculas que conforman el material. Ademas, hace
un afio se adquirio e instalo la base de datos PDF-4+, para facilitar la identificacion
de materiales.

De esta manera, se tiene un paquete completo para el analisis de muestras liquidas
y sélidas, asi como de combustibles y aceites. Mostrando con ello, la capacidad de
ofrecer servicios de calidad internacional, puntualizé Martinez Juarez.
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